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Wspó•rz•dno•ciowe maszyny pomiarowe

Manualna maszyna pomiarowa Crysta Plus M443

Manualna maszyna pomiarowa Crysta Plus M544 / Crysta Plus M574

Zakres pomiarowy: 400 x 400 x 300 mm 
Niepewno•! pomiarowa: E=(3,0+0,4L/100) µm

W zestawie:
- indeksowana g•owica uchylno - obrotowa MH20i ze zintegrowan" sond" TP20
- zestaw standardowych ko#cówek pomiarowych - 15 elementów
- kula kalibracyjna 20 mm
- zestaw do mocowania detali eco-$x - 66 elementów, w tym p•yta bazowa 250x250 mm
- przyjazne oprogramowanie MCOSMOS-1 GEOPAK
- komputer PC z monitorem LCD 19`` i drukark"
- pakiet us•ug:
   - instalacja i kalibracja
   - szkolenie z obs•ugi maszyny i oprogramowania MCOSMOS - 3 dni dla 1 osoby  
     w siedzibie Mitutoyo Polska we Wroc•awiu

Zakres pomiarowy 
  - Crysta Plus M544: 500 x 400 x 400 mm
  - Crysta Plus M574: 500 x 700 x 400 mm 
Niepewno•! pomiarowa: E=(3,5+0,45L/100) µm

W zestawie:
- indeksowana g•owica uchylno - obrotowa MH20i ze zintegrowan" sond" TP20
- zestaw standardowych ko#cówek pomiarowych - 15 elementów
- kula kalibracyjna 20 mm
- zestaw do mocowania detali eco-$x - 66 elementów, w tym p•yta bazowa 250x250 mm
- przyjazne oprogramowanie MCOSMOS-1 GEOPAK
- komputer PC z monitorem LCD 19`` i drukark"
- pakiet us•ug:
   - instalacja i kalibracja
   - szkolenie z obs•ugi maszyny i oprogramowania MCOSMOS - 3 dni dla 1 osoby  
     w siedzibie Mitutoyo Polska we Wroc•awiu

Numer art. Opis Cena specjalna

196-683 Crysta Plus M443 16.990 Euro netto
Uwaga: * zestaw nie zawiera biurka

Numer art. Opis Cena specjalna

196-472NL Crysta Plus M544 19.990 Euro netto

196-477NL Crysta Plus M574 21.990 Euro netto
Uwaga: * zestaw nie zawiera biurka
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Maszyny wspó•rz•dno•ciowe Crysta Plus M w pomiarach

Pomiary g•owic" uchylno-obrotow"
Pomiary g•owic" uchylno-obrotow"

Pokr•t•a precyzyjnego dojazdu

Zarz"dzanie programami pomiaru cz••ci

Pomiary geometryczne

Gra$czny raport 
z wynikami pomiaru

Analiza wyników skanowania
Pomiary z modelem CAD 3D
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Pomiary konturów

Pro•lograf Contracer CV-3100 H4

Zakres pomiarowy:
X=100 mm
Z1=50 mm (pomiar konturu)
Z2=500 mm (zakres przejazdu w kolumnie)
Niepewno•! pomiarowa:
o• X: ±  (1+0,01L) µm
o• Z1: ± (2+ |4H|/100) µm

W zestawie:
- imad•o ze szcz•kami symetrycznymi oraz stolik przesuwny 
- zestaw standardowych ramion i ko#cówek pomiarowych
- wzorzec do kalibracji automatycznej
- przyjazne oprogramowanie FORMPAK 1000
- komputer PC z monitorem LCD 19`` i drukark"
- pakiet us•ug:
   - instalacja i kalibracja
   - szkolenie z obs•ugi urz"dzenia i oprogramowania FORMPAK - 2 dni  
     dla 1 osoby w siedzibie Mitutoyo Polska we Wroc•awiu

Numer art. Opis Cena specjalna

218-422D Contracer CV-3100 H4 29.000 Euro netto

Automatyczna realizacja pomiaru

Bezpiecze#stwo detalu i urz"dzenia - 
ochrona przed kolizj"

Pulpit steruj"cy Wzorzec do kalibracji 
automatycznej

Imad•o i stolik przesuwny Centrowanie detalu
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Pro$lografy Contracer w pomiarach

Pomiar konturu

Analiza wymiarowa konturu

Analiza wymiarowa konturu - raport

Analiza odchy•kowa konturu

%"czenie konturów

%"czenie konturów - analiza
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Pomiary chropowato•ci

Chropowato!ciomierz Surftest SV-3100 S4

Numer art. Opis Cena specjalna

178-451D-1 Surftest SV-3100S4 24.000 Euro netto

Recorded profiles

Aligned Not aligned 

End point

Axial line
Axial line

Traverse direction
Traverse direction

End point

Start point

Start point

Zakres pomiarowy:
X=100 mm
Z1= 800 µm / 80 µm / 8 µm
Z2= 300 mm (zakres przejazdu w kolumnie)
Rozdzielczo•!:
o• X: 0,05 µm
o• Z1: 0,01 µm/800 µm; 0,001 µm/80 µm; 0,0001 µm/8 µm

W zestawie:
- standardowa ko#cówka pomiarowa
- wzorzec kalibracyjny
- stolik poziomuj"cy
- przyjazne oprogramowanie SURFPAK SV
- komputer PC z monitorem LCD 19`` i drukark"
- pakiet us•ug:
   - instalacja i kalibracja
   - szkolenie z obs•ugi urz"dzenia i oprogramowania SURFPAK - 2 dni  
     dla 1 osoby w siedzibie Mitutoyo Polska we Wroc•awiu

Automatyczna realizacja pomiaru

Bezpiecze#stwo detalu i urz"dzenia - 
ochrona przed kolizj"

Pulpit steruj"cy Pochylanie i pozycjononowanie g•owicy

Stolik poziomuj"cy
Poziomowanie detalu
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Chropowato•ciomierze Surftest w pomiarach

Pomiary po promieniu - pochylanie  
i pozycjononowanie g•owicy

Pomiar pro$lu chropowato•ci

Analiza pro$lu chropowato•ci

Analiza pro$lu chropowato•ci - raport

Analiza pro$lu 
chropowato•ci
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Mitutoyo Messgeräte GmbH 
M3 Solution Center Europe 
Borsigstraße 8-10 
41469 Neuss 
T +49 (0)2137-102-0 
F +49 (0)2137- 8685 
www.mitutoyo.de 

Mitutoyo Messgeräte GmbH 
M3 Solution Center Leonberg 
Steinbeisstraße 2 
71229 Leonberg 
T +49 (0)7152-6080-0 
F +49 (0)7152-6080-60

Mitutoyo Messgeräte GmbH 
M3 Solution Center Hamburg 
Tempowerkring 9 
21079 Hamburg 
T +49 (0)40-791894-0 
F +49 (0)40-791894-50

Mitutoyo Messgeräte GmbH
M3 Solution Center Berlin
Paradiesstraße 208
12526 Berlin 
T +49 (0)30-2611267
F +49 (0)30-2629209

POMIAR CHROPOWATO•CI 

Profil pierwotny i linia •rednia po zastosowaniu filtra • s

Profil chropowato•ci - powstaje z profilu pierwotnego po zastosowaniu filtra krótkofalowego 
• s przez odfiltrowanie górnoprzepustowe sk!adowych d!ugofalowych o granicznej d!ugo•ci fali 
filtra • c. Parametry uzyskane z tego profilu oznaczane s" liter" R i dotycz" odcinka elementarnego 
lr. Zwykle s" u•redniane z pi#ciu odcinków elementarnych lr. D!ugo•$ odcinka elementarnego lr 
odpowiada d!ugo•ci fali • c. 

Profil chropowato•ci i linia •rednia po zastosowaniu filtra •c

Profil falisto•ci – powstaje z profilu pierwotnego przez odfiltrowanie sk!adowych fal profilu 
filtrem o granicznej d!ugo•ci fali • c i sk!adowych d!ugofalowych o granicznej d!ugo•ci fali filtra 
• f. Parametry uzyskane z tego profilu oznaczone s" liter" W i dotycz" odcinka elementarnego 
lw. Zwykle s" u•redniane z kilku odcinków elementarnych lw. D!ugo•$ odcinka elementarnego 
lw odpowiada d!ugo•ci fali • f. Liczba odcinków elementarnych nie jest normowana, dlatego 
powinna by$ podawana na rysunku i zawiera$ si# pomi#dzy 5 a 10.

Profil pierwotny po zastosowaniu filtra • f

Profil falisto•ci po zastosowaniu filtra • c

Charakterystyki przenoszenia profili chropowato•ci i falisto•ci

Ocena pomiaru chropowato•ci (PN-ISO 4288:1998)
Poniewa• warto•ci parametrów chropowato•ci jak Ra, Rt, Rz, Rz1max mog! istotnie zmienia" si# na obszarze 
mierzonej powierzchni, dlatego wynik pojedynczego pomiaru nie zawsze daje wystarczaj!ce informacje pozwalaj!ce 
na zaklasyfikowanie wyrobu jako zgodnego z tolerancj! lub nie. 
Norma PN-ISO 4288 za$!cznik A definiuje zasady pomiaru:

Zasada maksimum
Je•li przy parametrze chropowato•ci wyst#puje oznaczenie „max” to wykonujemy co najmniej trzy pomiary, w tym jeden 
w miejscu, gdzie powierzchnia wydaje si# mie" najgorsz! warto•", lub trzy pomiary równo rozmieszczone dla powierzchni 
jednorodnej. Wynikiem pomiaru jest najwy•sza zmierzona warto•".

Zasada 16%
Stosowana jest do parametrów chropowato•ci bez oznaczenia „max”. Oznacza, •e je•li nie wi#cej ni• 16% wszystkich 
warto•ci zmierzonych na jednym odcinku pomiarowym przekracza warto•" podan! na rysunku, to powierzchnia 
uznawana jest za zgodn! z wymaganiami.

Sposób post#powania:
1. Je•li pierwsza warto•" zmierzona nie przekracza 70% warto•ci dopuszczalnej to powierzchnia uznawana jest za 
zgodn! a pomiar zako&czony.
2. Je•li trzy warto•ci zmierzone nie przekraczaj! warto•ci dopuszczalnej to powierzchnia uznawana jest za zgodn! a 
pomiar zako&czony.
3. Je•li nie wi#cej ni• jedna z sze•ciu warto•ci zmierzonych przekracza warto•" dopuszczaln! to powierzchnia 
uznawana jest za zgodn! a pomiar zako&czony.

Zalecenia dla pomiaru chropowato•ci (PN-ISO 4288:1998)

Profile nieokresowe
Profile 

okresowe
Zalecenia wed!ug 

PN-ISO 4288 PN-ISO 3274

Szlifowanie, honowanie, polerowanie, 
obróbka erozyjna

¯

Toczenie, 
frezowanie, 
struganie

¯

rtip   promie& wierzcho$ka

lr     odcinek elementarny

ln    odcinek pomiarowy

lt     odcinek przejazdu ig$y zawiera

       odcinek na rozp#d i odcinek na

        hamowanie. 

Rt, Rz  
µm

Ra  
µm

RSm  
mm

rtip  
µm

• c=lr  
mm

ln  
mm

lt  
mm

> 0,025…0,1 > 0,006...0,02 > 0,013…0,04 2 0,08 0,4 0,48

> 0,1…0,5 > 0,02...0,1 > 0,04…0,13 20,25 1,25 1,5

> 0,5…10 > 0,1…2 > 0,13…0,4 2*) 0,8 4 4,8

> 10…50 > 2…10 > 0,4…1,3 5 2,5 12,5 15

> 50…200 > 10…80 > 1,3…4 10 8 40 48

*) Dla Rz > 3 µm lub Ra > 0,5 µm mo•na u•ywa" ig$y o promieniu rtip = 5 µm

Dodatkowo normowana jest minimalna odleg$o•" pomi#dzy rejestrowanymi punktami Dx i graniczna d$ugo•" fali 
filtra dolnoprzepustowego l s. Te warto•ci ustawiane s! zwykle automatycznie przez urz!dzenia pomiarowe.

Praktyczna rada 1: Je•li na powierzchni mierzonego elementu jest za ma$o miejsca dla wymaganego lt, nale•y 
zmniejszy" liczb# odcinków lr a informacj# o niej zamie•ci" w rysunku lub dokumentacji technicznej.

Praktyczna rada 2: Je•li w dalszym ci!gu miejsca jest za ma$o, nale•y zamiast parametrów np. Rt mierzy" parametry 
profilu pierwotnego np. Pt na dost#pnej d$ugo•ci powierzchni mierzonej. Warto•ci parametrów P s! zwykle wi#ksze 
od warto•ci parametrów R.

lri = Odcinek elementarny chropowato•ci

Mitutoyo Polska Sp. z o.o.
ul. Mi!ska 54-56
54-610 Wroc"aw
Tel. +48 (0)71/354-83-50
Fax +48 (0)71/354-83-55
mitutoyo@mitutoyo.pl
www.mitutoyo.pl

Falisto•#
Krótkofalowe

sk"adowe profilu Chropowato•#

Profil i filtr (wg PN-EN ISO 4287:1999 i PN-EN ISO 11562:1998)
Rzeczywisty profil powierzchni – profil otrzymany przez przeci#cie powierzchni przedmiotu 
p$aszczyzn!. Zwykle jest to p$aszczyzna prostopad$a do jego tworz!cej i •ladów obróbki.

Profil odwzorowany – krzywa kre•lona przez •rodek wierzcho$ka ostrza odwzorowuj!cego 
o idealnym kszta$cie (sto•kowym z wierzcho$kiem kulistym) i wymiarach nominalnych przy 
nominalnym nacisku ostrza odwzorowuj!cego, kiedy porusza si# ono po powierzchni  
w p$aszczy*nie przekroju.

Profil pierwotny – powstaje przez odfiltrowanie dolnoprzepustowe krótkofalowych 
sk$adowych profilu odwzorowanego zgodnie z charakterystyk! przenoszenia filtra krótkofalowego  
o granicznych d$ugo•ciach fali filtra • s, po wcze•niejszym oddzieleniu nominalnego kszta$tu. 
Parametry uzyskane z tego profilu oznaczone s! liter! P i obejmuj! jeden odcinek pomiarowy.

D"ugofalowe 
sk"adowe profilu



Mitutoyo Messgeräte GmbH 
 Solution Center Berlin 

Paradiesstraße 208 

T +49 (0)30-2611267 
F +49 (0)30-2629209

Mitutoyo Messgeräte GmbH 
M3 Solution Center im tbz Eisenach 
Heinrich Ehrhardt Platz 
99817 Eisenach 
T +49 (0)3691-88909-0 
F +49 (0)3691-88909-9

Mitutoyo Messgeräte GmbH 
M3 Solution Center Ingolstadt 
Ziegeleistraße 66 
85055 Ingolstadt 
T +49 (0)841-954920 
F +49 (0)841-9549250

OWATO•CI POWIERZCHNI

RSm – jest warto•ci" •redni" szeroko•ci elementów profilu Xsi

Rmr(c) udzia! materia!owy profilu, zadany poziom ci#cia c w odcinku pomiarowym ln. (Krzywa Abbota-
Firestona)

Ra – •rednia arytmetyczna rz#dnych profilu

Rt – ca!kowita wysoko•$ profilu, Rz - najwi#ksza wysoko•$ profilu i Rz1max – maksymalna wysoko•$ 
chropowato•ci

W!a•ciwo•ci parametrów
Rz1max – maksymalna wysoko•" chropowato•ci – u%yteczna jest dla powierzchni gdzie 
ze wzgl#du na charakter pracy wa%ne s" miejscowe zmiany, np. uszczelnienia.

Rmr(c) – udzia! materia!owy profilu - u%yteczny jest dla powierzchni prowadz"cych  i dla 
szczelno•ci powierzchni poruszaj"cych si# po innych.

Rz - najwi#ksza wysoko•$ profilu: u%yteczny dla wi#kszo•ci powierzchni.

Ra - •rednia arytmetyczna warto•ci rz#dnych profilu, s!abo reaguje na miejscowe zmiany a jej 
warto•$ nie daje jasnego obrazu stanu powierzchni.

Oznaczenia na rysunku (PN-EN ISO 1302:2004)

Symbol podstawowy

  a      pierwsze wymaganie dotycz"ce struktury geometrycznej 
powierzchni

  b      drugie wymaganie dotycz"ce struktury geometrycznej 
powierzchni

Symbol oznaczaj"cy, 
%e wymagane jest 
usuni#cie materia!u

c      metoda obróbki

Symbol oznaczaj"cy, 
%e nie dopuszcza si# 
usuni#cia materia!u

d      oznaczenie kierunku obróbki 

e      naddatek obróbkowy

Symbol dotycz"cy 
wszystkich powierzchni 

x       Litera pozwalaj"ca na wprowadzenie danych, kiedy miejsce jest 
ograniczone

   ̄

Pozycje symboli (powy%ej)

Kierunki  i symbole obróbki  (pozycja d 
poni%ej) ­    

=

Równoleg!y*

 

^

Prostopad!y*

X

Krzy%owy

M

Wielokierunkowy

C

Wspó!•rodkowy

R

Promieniowy

P

Nieregularny

*)... do widoku p!aszczyzny rzutowania, do której stosuje si# symbol

Przyk!ad Wyja•nienie

Niedopuszczalne jest usuni#cie materia!u w procesie produkcji, tolerancja 
jednostronna górna, znormalizowane pasmo przenoszenia, profil R, najwi#ksza 
wysoko•$ profilu 5 µm, odcinek pomiarowy z!o%ony z pi#ciu odcinków 
elementarnych, zasada 16&.

 

Powinno si# usun"$ materia! w procesie produkcji, tolerancja jednostronna 
górna, znormalizowane pasmo przenoszenia, profil R, najwi#ksza wysoko•$ 
profilu 3 µm, odcinek pomiarowy z!o%ony z pi#ciu odcinków elementarnych, 
zasada maksimum. Naddatek na obróbk# 0,2 mm.

  
Powinno si# usun"$ materia! w procesie produkcji, tolerancja jednostronna 
górna, znormalizowane pasmo przenoszenia, profil R, najwi#ksza wysoko•$ 
profilu 4µm, odcinek pomiarowy z!o%ony z trzech odcinków elementarnych, 
zasada 16&. *lady obróbki wspó!•rodkowe wzgl#dem •rodka powierzchni.

Powinno si# usun"$ materia! w procesie produkcji, tolerancja jednostronna 
górna, znormalizowane pasmo przenoszenia, profil R, zasada 16&, najwi#ksza 
wysoko•$ profilu 5µm, •rednia arytmetyczna rz#dnych profilu 1 µm.

 

Powinno si# usun"$ materia! w procesie produkcji, znormalizowane pasmo 
przenoszenia, profil R, zasada 16&, najwi#ksza wysoko•$ profilu powinna 
zawiera$ si# pomi#dzy 1 µm  a 3 µm.

 

Powinno si# usun"$ materia! w procesie produkcji, znormalizowane pasmo 
przenoszenia dla • s bez filtru d!ugofalowego • c, profil P, odcinek elementarny 
równy odcinkowi pomiarowemu, zasada 16&, ca!kowita wysoko•$ profilu 25 
µm, tolerancja jednostronna górna.

          
Powinno si# usun"$ materia! w procesie produkcji, pasmo przenoszenia • c=0,8 
do • f=lw=25 mm, profil W, odcinek pomiarowy sk!ada si# z 5 odcinków 
elementarnych ln=5 x lw=125 mm, zasada 16&, ca!kowita wysoko•$ profilu 
10 µm, tolerancja jednostronna górna.

     

Powinno si# usun"$ materia! w procesie produkcji, znormalizowane pasmo 
przenoszenia, profil R, zasada 16&, ca!kowita wysoko•$ profilu 1µm, tolerancja 
jednostronna górna, wzgl#dny udzia! materia!owy 90& na poziomie ci#cia 
c=0,3, tolerancja jednostronna dolna.

Powinno si# usun"$ materia! w procesie produkcji, znormalizowane pasmo 
przenoszenia, profil R, zasada 16&, •rednia szeroko•$ rowków profilu powinna 
zawiera$ si# pomi#dzy 0,1 mm a 0,3 mm.

Sposób zapisu je•li na rysunku jest zbyt ma!o miejsca. Wyja•nienie znaczenia 
litery powinno znale+$ si# w innym miejscu na rysunku.

   

Wybrane parametry chropowato•ci wed!ug (PN-EN ISO 4287:1999)

Ra – •rednia arytmetyczna rz!dnych profilu: •rednia arytmetyczna bezwzgl•dnych warto•ci 
rz•dnych wewn•trz odcinka elementarnego.

Rmr(c) – udzia• materia•owy profilu: iloraz d•ugo•ci materia•owych elementów profilu na 
zadanym poziomie c (w µm) i odcinka pomiarowego ln.

RSm – •rednia szeroko•" elementów profilu: warto•# •rednia szeroko•ci elementów profilu 
Xs wewn•trz odcinka elementarnego.

Rt – ca•kowita wysoko•" profilu: suma wysoko•ci najwy!szego wzniesienia profilu Zp i 
najwi•kszej g••boko•ci wg••bienia profilu Zv wewn•trz odcinka pomiarowego ln.

Rz - najwy#sza wysoko•" profilu chropowato•ci: suma wysoko•ci najwy!szego wzniesienia 
profilu Zp i g••boko•ci najni!szego wg••bienia profilu Zv wewn•trz odcinka elementarnego. Dotyczy 
odcinka elementarnego lr. W procedurach obliczeniowych Rz zwykle jest u•redniane spo•ród pi•ciu 
warto•ci w odcinkach elementarnych lri sk•adaj•cych si• na odcinek pomiarowy ln.

Rzi (JIS) – maksymalna wysoko•" profilu: suma wysoko•ci najwy!szego wzniesienia Zp i 
g••boko•ci najni!szego wg••bienia Zv wewn•trz odcinka elementarnego lri.

Rz1max (JIS) – maksymalna wysoko•" chropowato•ci: najwi•ksza warto•# Rzi spo•ród 
pi•ciu warto•ci w odcinkach elementarnych lri sk•adaj•cych si• na odcinek pomiarowy ln.



Pomiary odchy•ek okr•g•o•ci

Urz•dzenie do pomiarów odchy•ek okr•g•o•ci Roundtest RA-2100 DS

Zakres pomiarowy:
- maksymalna mierzona •rednica: 300 mm
- maksymalna •rednica detalu: 580 mm
- Z: 300 mm - maksymalna wysoko•! pomiaru
Niepewno•! pomiarowa: 
- promieniowa: (0,02+5H/10000) µm 
- osiowa: (0,02+6X/10000) µm

W zestawie:
- standardowa ko"cówka pomiarowa
- adapter do ko"cówek pomiarowych CMM z gwintem M2
- zestaw kalibracyjny
- uchwyt trójszcz#kowy mocowany na stole obrotowym  
- przyjazne oprogramowanie ROUNDPAK
- komputer PC z monitorem LCD 19`` i drukark•
- pakiet us•ug:
   - instalacja i kalibracja
   - szkolenie z obs•ugi oprogramowania ROUNDPAK - 2 dni  
     dla 1 osoby w siedzibie Mitutoyo Polska we Wroc•awiu

Numer art. Opis Cena specjalna

211-863D-1 Roundtest RA-2100DS 34.500,00 Euro netto

Feed the digital micrometer $
head of the turntable by $
the deviation displayed.

Preliminary$
measurement Display of misalignmentsSimple $

adjustment
Centering/leveling $

complete

Centering range: ± 5 mm$
Leveling range of inclination: ± 1° $

Preliminary measurement of $
two cross-sections ‘A’ and ‘B’.

Initial misalignment$
of centers at $
turntable surface

Initial misalignment $
of axesTurntable$

axis

DAT (Digital Adjustment Table):  
Workpiece centering/leveling with Digimatic micrometer heads

Workpiece

Turntable axis

Workpiece

Centrowanie i poziomowanie detalu

Uchwyt trójszcz#kowy

Pomiar wycinka walca

Automatyczna realizacja pomiaru
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Okr•g•o•ciomierze Roundtest w pomiarach

Analiza odchy•ek okr•g•o•ci

Analiza odchy•ek okr•g•o•ci

Analiza walcowo•ci - raport gra%czny

Analiza walcowo•ci - raport gra%czny
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Systemy obróbki obrazu

Manualny system obróbki obrazu Quick Scope QS 1020 Z/AF

Numer art. Opis Cena specjalna

359-605D Quick Scope QS-L1020 Z/AF 18.500,00 Euro netto

Zakres pomiarowy:
X=200 mm
Y=100 mm
Z=150 mm
Niepewno•! pomiarowa: E=(3,0+0,02L) µm

W zestawie:
- obiektyw Powerzoom - zmiana powi#kszenia - 8 warto•ci
- Autofokus - automatyczne ogniskowanie, pomiar w osi Z
- o•wietlenie: osiowe, pier•cieniowe i przechodz•ce 
- zestaw do mocowania detali opti-%x - 12 elementów
- przyjazne oprogramowanie QS-PAK
- komputer PC z monitorem LCD 19`` i drukark•
- pakiet us•ug:
   - instalacja i kalibracja
   - szkolenie z obs•ugi oprogramowania QS-PAK - 2 dni  
     dla 1 osoby w siedzibie Mitutoyo Polska we Wroc•awiu

O•wietlenie przechodz•ce - cieniowe O•wietlenie pier•cieniowe O•wietlenie osiowe

Przyjazne oprogramowanie QS-PAK
Zamocowanie detalu  - system opti-%x
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Systemy Quick Scope w pomiarach
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Automatyczny system obróbki obrazu Quick Scope QS 250 Z CNC

Numer art. Opis Cena specjalna

359-508-7EU Quick Scope QS-250Z CNC 24.000,00 Euro netto

Systemy obróbki obrazu

Zakres pomiarowy:
X=200 mm
Y=250 mm
Z=100 mm
Niepewno•! pomiarowa: E=(2,5+0,6L/100) µm

W zestawie:
- obiektyw Powerzoom - zmiana powi#kszenia - 8 warto•ci
- Autofokus - automatyczne ogniskowanie, pomiar w osi Z
- o•wietlenie: osiowe, pier•cieniowe i przechodz•ce 
- zestaw do mocowania detali opti-%x - 12 elementów
- joystick steruj•cy
- przyjazne oprogramowanie QS-PAK
- komputer PC z monitorem LCD 19`` i drukark•
- pakiet us•ug:
   - instalacja i kalibracja
   - szkolenie z obs•ugi oprogramowania QS-PAK - 2 dni  
     dla 1 osoby w siedzibie Mitutoyo Polska we Wroc•awiu

O•wietlenie przechodz•ce - cieniowe O•wietlenie pier•cieniowe O•wietlenie osiowe

Przyjazne oprogramowanie QS-PAK

Zamocowanie detalu  - system opti-%x
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Systemy Quick Scope w pomiarach
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